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ВСТУП


Програма додаткового вступного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціалізації “Інформаційні вимірювальні технології та системи” має метою перевірку знань вступників з базових дисциплін підготовки бакалаврів зі спеціальності "Метрологія та вимірювальна техніка" достатніх для освітньої та фахової підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціалізації “Інформаційні вимірювальні технології та системи”. 
Вступ до магістратури відбувається за результатами випробування на конкурсній основі. Випробування відбувається шляхом письмових відповідей на питання екзаменаційних білетів з метою викладення своїх знань та вміння їх застосовувати для висвітлення питань екзаменаційного білета. Тривалість випробовування складає 4-и академічних години (180 хв) без перерви. 
Екзаменаційний білет складається з трьох завдань за змістом даної програми. Час, відведений для відповіді на кожне завдання складає одну третину від загального часу випробувань. Відповіді на завдання (питання) екзаменаційних білетів повинні розкрити тему питань з теорії та практичного її застосування. Особливу увагу необхідно приділити освітленню існуючих труднощів застосування теорії на практиці та шляхів їх усунення. Своїми відповідями вступник повинен показати свої знання та вміння їх застосовувати з питань завдання з дисциплін «Системні вимірювальні прилади», «Мікропроцесорні системи» та «Інформаційні вимірювальні системи». 
ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ
Розділ 1. Системні вимірювальні прилади

1.1.
Характеристики ЦАП та принципи їх побудови.

1.2.
Характеристики АЦП та принципи їх побудови.

1.3.
Вольтметри амплітудних, середньовипрямлених и середньоквадратичних значень.

1.4.
Малокосинусні ватметри.

1.5.
Аналогові і цифрові вимірювачі нелінійних спотворень.

1.6.
Генератори-калібратори постійного і змінного струму.

1.7.
Цифрові вимірювачі частоти.

1.8.
Цифрові фазометри: структури, похибки.

1.9.
Аналізатори спектру послідовної дії, цифровий аналіз спектру.

1.10.
Стробоскопічні перетворювачі.

Розділ 2. Мікропроцесорні системи

2.1. 
Основні типи архітектури мікропроцесорних систем. Класифікація мікропроцесорів. Організація мікропроцесорної системи. Двох- і трьохшинна архітектура. Сполучення портів вводу-виводу і пам’яті з процесором.

2.2.  
Вхідні і вихідні каскади мікропроцесорних елементів. Еквівалентні схеми вихідних каскадів. Діапазони логічних рівнів. Підвищення завадостійкості мікропроцесорних систем. Виходи з трьома станами та відкритим колектором. Сполучення цифрових та аналогових пристроїв з мікропроцесорними системами.

2.3.  
Організація однокристального мікроконтролера МCS-51. Типи пам’яті. Карта пам’яті. Режими адресації. Особливості системи команд: команди пересилання.

2.4. 
Регістрова структура мікроконтролера MCS-51. Особливості системи команд: арифметичні команди, логічні команди, бітові операції, команди передачі керування.

2.5. 
Однокристальний мікроконтролер МCS-51: порти вводу-виводу, система переривань. Службові регістри переривань, процедура обробки переривань.

2.6. 
Однокристальний мікроконтролер МCS-51: система таймерів-лічильників. Структура таймерів-лічильників. Службові регістри. Режими роботи. Приклад обробки переривань від таймера 0.

2.7.  
Платформа Java. Створення та виконання програми. Принципи об’єктно-орієнтованого підходу. Інкапсуляція. Композиція. Наслідування. Поліморфізм.

2.8. 
Платформа Java. Типи даних. Організація пам’яті. Структура класів. Статичні елементи. Конструктори. Абстрактні класи та інтерфейси. Внутрішні класи.

2.9. 
Платформа Java: організація графічного інтерфейсу користувача. Компоненти і контейнери. Диспетчери компонування. Механізм обробки подій.

2.10. 
Платформа Java: потоки вводу виводу. Класифікація потоків. Класи-фільтри. Байтові та текстові потоки. Файли.

Розділ 3. Інформаційно-вимірювальні системи

3.1. Класифікація інформаційно-вимірювальних систем.

3.2. Загальна структурна схема інформаційно-вимірювальної системи.

3.3. Організація вимірювального каналу ІВС. Калібрування вимірювального каналу. 

3.4. Організація каналу управління ІВС. Широтно-імпульсна модуляція.

3.5. Первинні вимірювальні перетворювачі ІВС. Резистивні перетворювачі температури.

3.6. Вторинні вимірювальні перетворювачі ІВС. Схеми вмикання операційних підсилювачів.

3.7. Алгоритми збору і попередньої обробки вимірювальної інформації. Типи фільтрів. 

3.8. Канали зв’язку та інтерфейси ІВС.

3.9. Внутрішньо приладові інтерфейси І2С, SPI.

3.10. Машинні інтерфейси RS-232, RS-485.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Питання вступних завдань не потребують використання допоміжних матеріалів, тому під час проведення вступних випробувань вступникам забороняється користування довідниками, підручниками та іншим допоміжним матеріалом. Забороняється користування мобільними телефонами, приладами, калькуляторами тощо.


Вступні завдання оцінюються. Критерії оцінювання за системою ECTS. Максимальна результуюча оцінка відповіді за білетом R  складає 100 балів. Оцінювання кожної відповіді на завдання білету Ri проводиться в балах, виходячи з наступних критеріїв 
	Rі
	Критерії оцінювання

	95…100
	Відповідь правильна та повна. Зауважень немає.

	85…94
	Відповідь правильна та повна. Незначні зауваження.

	75…84
	Відповідь правильна та повна, але є зауваження

	65…74
	Відповідь неповна.

	60…64
	Відповідь неповна. Суттєві зауваження.

	0…59
	Відсутність повної відповіді. Багато помилок.



Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) за білетом його результуюча рейтингова оцінка R обчислюється за формулою 
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, де n- кількість завдань в білеті та переводиться у традиційну згідно таблиці:

	R
	Оцінка ECTS та визначення
	Чисельний 

еквівалент

	95…100
	A 
	5

	85…94
	B 
	4,5

	75…84
	C 
	4

	65…74
	D 
	3,5

	60…64
	E 
	3

	0…59
	F 
	0


ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ 
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
	1.
	Характеристики АЦП та принципи їх побудови.


	2.
	Вхідні і вихідні каскади мікропроцесорних елементів. Еквівалентні схеми вихідних каскадів. Діапазони логічних рівнів. Підвищення завадостійкості мікропроцесорних систем. Виходи з трьома станами та відкритим колектором. 


	3.
	Загальна структурна схема інформаційно-вимірювальної системи.
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